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機器紹介機器紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面・微細加工担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@kptc.jp

新規導入機器のご案内「分光エリプソメータ」 中丹技術支援室 新規導入機器のご案内

 装置概要

　分光エリプソメトリは偏光された入射光が試料表面で反射する
際の偏光状態の変化から材料の光学定数や薄膜の膜厚などを評
価する方法です。分光エリプソメトリにより算出された屈折率nや
消衰係数kは材料物質が光に対してどのように振舞うかを表しま
す。試料を非破壊で評価できるため、材料分析から製品の品質評
価まで幅広く用いられています。

 利用事例

仕様 波長範囲 190～2,100nm
 光源 150Wキセノンランプ
 分光器 FUV-VIS ： ダブルモノクロメータ
  NIR ： シングルモノクロメータ
 検出器 FUV-VIS ： PMT検出器
  NIR ： InGaAs検出器
 ゴニオメータ 35～90°（電動）
 スポットサイズ 最少35 x 85μm(入射角度70°)
 試料観察 カラーイメージングシステム
 電動ステージ 200 × 200 × 30mm
料金 機器貸付 8,500円／1時間

装置仕様

UVSEL2（株式会社堀場製作所）

　中丹技術支援室では北部産業創造センターの整備を機に企業支援を一層充実するため、新たな機器を導入しましたので、ぜひご
活用ください。

　この度、公益財団法人JKAの平成29年度補助事業（競輪）により、「分光エリプソメータ」を導入しました。分光エリプソメトリによ
る薄膜評価により、様々な薄膜に対して非破壊での分析が可能です。近年では、目には見えない紫外域や近赤外域に注目が集まっ
ており、幅広い波長域を利用した製品への需要が高まっています。また、製品の小型化と共に微小部の物性評価や表面分析などが
製品開発から品質評価に至るまで重要な役割を担っていることから、「分光エリプソメータ」は、これらの問題に対処できる装置とし
て期待されています。機器貸付等でご利用いただけますので、ご案内します。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 中丹技術支援室　TEL：0773-43-4340  FAX：0773-43-4341  E-mail：chutan@kptc.jp

　液中に含まれる微小な異物(コンタミネーション)をフィルターで
濾過し、顕微観察によりコンタミネーションの大きさに応じて個数
を自動計測することができます。
型式　(株)ハイロックス RH-2000-PC
仕様　レンズ倍率 35～2,500 倍
 コンタミネーション解析機能
 (ISO16232、NAS1638及びVDA2015に
 準拠した洗浄度評価)
 ろ過装置付き
 自動テーブル(50mm×50mm )
 2D及び3Dにおいて寸法計測及び粗さ解析
■利用料金 ： 1,400円／1時間

コンタミネーション解析システム

　各種材料から発生する蛍光Ｘ線を検出することにより、物質中に
含まれる成分の元素分析(定性・定量）を行います。
型式 (株）島津製作所 EDX-7000
仕様 エネルギー分散型
 検出元素 Ｎａ～Ｕ
 Ｘ線照射径 0.3，1，3，5，10mm 下方照射
 CCDカメラによる試料画像観察機能有
 液体(大気環境のみ）及び粉体用容器付き
■利用料金 ： 1,700円／1時間

蛍光Ｘ線分析装置（EDX-7000）

　鋳鉄、鉄鋼材料中の元素分析(定性・定量)を短時間に行うことが
できます。
型式 (株)島津製作所PDA-7000
仕様 パルス分布測光法
 JIS G1253
 (鉄及び鋼-スパーク放電発光分光分析法)に規定された測定
 分析可能な元素及び測定範囲　
 炭素(0.003～4.0%),ケイ素(0.002～4.0%),硫黄(0.001～0.1%),
 リン(0.001～0.5%),マンガン(0.002～2.0%)他 ※括弧内は含有率
 測定サイズ φ12mm～
■利用料金 ： 2,700円／1時間

スパーク放電発光分析装置

有機・無機材料のサブミクロン領域の微細な表面構造解析、元素分
析、結晶方位解析ができます。
型式 日本電子(株)JSM-IT300HR及びJED-2300 Analysis Station Plus
 (本体及びEDS)(株)TSL ソリューションズ(OIM7.2)(EBSD)
仕様 分解能 1.5nm(30kV)1.8nm(低真空モード15kV)
 倍率 5～600,000倍
 検出元素 Ｂｅ～Ｕ 定性・定量分析
 元素マッピング機能付き
 試料ステージ X：125,Y：100,Z:80mm
 傾斜：-10～90° 回転：360°
■利用料金 ： 3,400円／1時間（観察のみ）

5,200円／1時間（観察＋元素分析）
6,000円／1時間（観察＋結晶方位分析）
7,700円／1時間（観察＋元素分析＋結晶方位分析）

走査電子顕微鏡（JSM-IT-300HR/LA)

　各種材料の組織観察のため、イオンビームを用いた凹凸が少な
い表面の試料を作成することができます。
型式 日本電子(株)IB-19530CP
仕様 イオン加速電圧 2～8kV
 ミリングスピード500μm/h　
 自動スイング機能(±30°)
 試料サイズ(最大11mm(幅)×10mm(長さ)×
 2mm(厚さ))
 CCDカメラによる試料位置合わせ
■利用料金 ： 800円／1時間

クロスセクションポリッシャ

　設計・開発支援のためのシミュレーション・リバースエンジニアリ
ング・試作機能を有した施設です。
設備 シミュレーション：ANSYS社
 ANSYS MECHANICAL CFD MAXWELL HFSS 他
 モデリングソフト：SpaceClaim Solidworks Rinoserouce
 リバースエンジニアリング：３Dスキャナ GOM社 ATOS core
 試作：３Dプリンタ キーエンス社 Agilista

高速開発支援センター

対象物から出ている赤外線放射エネルギーを検出し、見かけの温
度に変換して、温度分布を表示します。
型式 日本アビオニクス(株) R500EX-Pro
仕様 測定範囲 -40～2000℃
 温度精度 ±1℃(20～30℃)
 1280×960画素(超解像モード)
 640×480画素(通常モード)
 ２倍望遠レンズ付き
 ＰＣリアルタイム転送(30Hz)
■利用料金 ： 550円／1時間

赤外線サーモグラフィ（R500EX-Pro）

　機械部品、電子・電気部品等、機器や部品の面性状・形状を非接
触で高精度に計測します。
型式 ザイゴ社 NewView8300
仕様 垂直走査低コヒーレンス干渉法(ISO25178-604)
 垂直分解能/Z軸 0.1nm
 空間分解能/XY軸 0.52μm(50ｘ対物レンズ)
 最大測定視野 6.05mm角(2.75ｘ対物レンズ)つなぎ合わせ可能
 スキャン速さ 96μm/sec.(高速モード)
■利用料金 ： 3,700円／1時間

三次元光学プロファイラー

※詳細は次号で紹介します。

（株式会社堀場製作所よりご提供）

硬化膜（DLC）の評価
　工具、自動車部品などの摩耗しやすい部分に耐久性をもたせ
るために使用されているDLC膜の膜厚および光学定数評価が可
能です。

紫外線LED材料の評価
　紫外線LEDとして期待される
AlGaN膜の光学特性と膜厚の評
価が可能です。光学特性（バンド
ギャップ）から、AlGaNの組成を算
出でき、また、マッピング測定によ
り膜厚分布分析が可能です。

液体の屈折率評価（金属イオンを含んだ水）
　分光エリプソメトリは固体薄膜のみならず、液体の屈折率評価も
可能です。金属イオンを含んだ水の“金属イオン濃度”と“屈折率”
の関係を導き出すことで、浸漬フォトリソグラフィや液体レンズへ
応用できます。


